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1．背景と研究目的 

アモルファスカーボン(a-C)は、C の sp2結合と sp3結合、H の組成比によって多様な構造と物性を示

すため、組成比の制御が非常に重要である。またこの特性から次世代の太陽電池材料としても期待され

るが、光起電力効果は実現されておらず[1]、組成比の制御が不十分と考えられる。sp2含有量の定量化は

非常に重要な課題である。sp2 含有量の定量化に用いる基準サンプルとして、高配向性熱分解グラファ

イト(HOPG)を用いる方法が提案されているが、HOPG は X 線の入射角度によって、πの吸収ピーク強

度が大きく変化する。従来、マジックアングルと呼ばれる 54.7°での測定により、X 線入射角度の影響

を除去して定量化を行ってきた。1)しかしながら、HOPG において πと σの X 線吸収強度が等しくなる

45°で測定を行うべきであるという報告がされている。2)本実験では、a-C 膜の sp2定量化における基準

サンプルの X 線入射角度の影響を調べるため、HOPG の角度依存性を調査した。 

 

2．実験内容 

SPI 社の HOPG を機械剥離し、サンプルホルダーにねじ止めしたサンプルを用いた。X 線の入射角度

は、10°から 90°まで変化させて測定を行った。コンタミネーションの少ない装置内の Si フォトフォト

ダイオードの測定結果を放射光強度分布として用いた。 

 

3．結果および考察 

Figure 1 は、各 X 線入射角度における

HOPG の C1s NEXAFS スペクトルである。

285 eVに現れるC 1s→π*のピーク強度がX

線入射角度の増加により、減少しているこ

とがわかる。また、X 線入射角度の減少に

伴って、288 eV 付近の、C=O や C-H に起

因するピークが増加した。これは、表面の

コンタミネーションの影響であると考えら

れる。今後、XPS や EELS などの他の手法

を用い、基準サンプルの X 線入射角の影響

を検証していく。 
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Figure 1 C1s NEXAFS spectra of highly oriented pyrolytic 

graphite 


